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(57) Abstract 

The invention relates to a crack detecting arrangement which is used after the dye-penetration method or for magnetic crack testing 
of a workpiece (10). Said arrangement comprises lighting equipment ( 1 1 ), a device for applying the test piece (13) and an evaluation station 
(14). The light-emitting diodes (LED) are the lighting equipment in said arrangement. 

(57) Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eine Risspriifanlage nach dem Farbeindringverfahren oder fur magnetische RissprOfung eines Werkstuckes (10), 
mit einer Beleuchtungseinrichtung (11), Prufmittelaufbringeinrichtung (13) und Auswertstation (14), die sie lichtemittierende Dioden (LED) 
als Beleuchtungseinrichtungen besitzt. 
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RilJprtifanlage , insbesondere nach dem Farbeindringverfahren oder magnetischen 

Verfahren 

Die Erfindung betrifft eine RiBpriifanlage nach dem Farbeindringverfahren oder fur 
rnagnetische RiBprufung, mit einer Beleuchtungseinrichtung, Prufmittelaufbringein- 
richtung und Auswertstation. 

Im Stand der Technik sind verschiedene RiBprufverfahren bekannt - allgemein wird fur 
magnetisierbare Pruflinge, insbesondere solchen aus Eisen, ein Magnetpulververfah- 
ren eingesetzt, bei dem sich magnetischer Farbstoffpartikel unter einem Magnetfeld am 
Prufling an Rissen u. dgl. anreichern und dann uinter Beleuchtung erkannt werden. 
Haufig ist der Farbstoff fluoreszierend, so dafi der Kontrast verbessert wird. . 

Fur nicht magnetisierbare Werkstoffe wird ublicherweise ein sog. 
„Schwarzpulververfahren M eingesetzt - es werden Farbstofflosungen verwendet, die 
sich aufgrund von Oberflachen- und Kapillarphanomenen in den Rissen ansammeln 
und dort dann innerhalb einer bestimmten Prufzeit erkannt werden konnen. Derartige 
Verfahren sind bspw. aus der EP 0831 321 bekannt. 

Bei beiden Verfahren wurden bisher ubliche Lampen zur Beleuchtung eingesetzt - wie 
Guecksilberdampflampen, Gasentladungslampen, Blitzlampen - dies insbesondere 
deshalb, da fluoreszierende Farbstoffev dievbesonders gerne verwendet werden, meist 
im UV bzw. im blauen Bereich des sichtbaren Spektrums apgeregt yverden. 
Konventionelle Lampen, insbesondere solche mit thermischen Strahlern, unterliegen 
stark der Alterung. Bereits nach wenigen Brennstundehiist der UV-Anteil derartiger 
Lampen erheblich verringeirt. Da besonders der UV-Anteil der Lampen fur die Fluo- 
reszenzanregung benotigt wird, muB die Lampenleistung bei den bekannten Riuiir 
prufanlagen aufwendig uberwacht und nachgeregelt werden. Bei den heute ublichen 
optischen Erkennungsverfahren uber Bildverarbeitung konnen durch standig wech- 
sejnde Beleuchtungslichtintensitaten erhebliche Fehlanzeigen ausgelost werden, 
weshalb die LampenQberwachung aufwendig ist. So ist bspwi aus der DE-A-40 13 
133.5 eine Anlage fur die Lampenuberprufung in gattungsgemafien Rifiprufanlagen 
bekannt geworden. 
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Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Rifiprufanlage mit einer weniger aufwendigen 
Lampenuberwachung zu schaffen. ; > 

Erfindungsgernali wird diese Aufgabe durch eine Rifiprufanlage gelost, die lichtemit- 
tierende Dioden (LED) als Beleuchtungseinrichtungen aufweist. 

Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den Unteranspruchen. 

Erfindungsgernali Werden dadurch u. a. folgende Vorteile erzielt: 
die LED unterliegen keinen Alterungserscheinurigen - dih-. die Intensitat des emittierten 
Lichtes bleibt konstant und das Abstrahlungsspektrum unterliegt keiner Drift - d.h. die 
bisher notwendige aufwendige Lampenuberwachung und Nachregelung derselben 
kann entfallen und es wird eine erhebliche Vereinfadhung der Anlage erzielt. 

LED haben eine geringe Grolie und konnen auch an.unzuganglichen Stellen eingebaut 
werden. 

LED strahlen wenig Warme ab, wodurdh Kuhlarigsr^aiinahmen oder.aber auch Vor- 
sichtsmalinahmen, die bei Lampen notwendig waren, um Verbrennungen zu verrnei- 
den, entfallen konnen. 

LED konnen aufgrund ihrer Emission einen Farbstoff an bestimmten Absorptions- 
Wellenlangen zur Fluoreszenz/Phosphoreszenz anregen, wodurch bei Verwendung 
verschiedener Farbstoffe diese einzeln angeregt werden konnen - bspw. falls Teile- 
nummern mit einam bestimmten Farbstoff aufgebracht wurden, der Farbstoff des Ri(i- 
prufmittels eine andere Fiuoreszenzwellenlange aufweist und beide vom optischen 
Erkennungssystem zur Individualisierung der zu prufenden Teile erkannt werden sol- 

LED konnen leicht optisch an LWL gekoppelt werden, die !eicht an unzugangliche 
Stellen gefuhrt werden konnen. 

Vorteilhafterweise werden LED eingesetzt, die im Bereich von 200 bis 970 nm emittie- 
ren, da hier die einzusetzenden Farbstoffe absorbieren. 
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Es ist gunstig, dali die LED^Spannung moduliert werden kann, da so eine bessere 
Signalverarbeitung durch einen Prozessor moglich ist. 

Die LED k6nnen;an,LWL:optisch gekoppelt sein, die das Beleuchtungsiicht in der 
Aniage leiten. v 

Bei einer speziellen Ausfuhrungsform der Erfiadung ist es auch moglich, einen Licht- 
verteiler einzusetzen, der Licht einer Lichtquelle aufteilt und so die Verwendung nur 
einer Lichtquelle fur verschiedene Lichtauslasse ermoglicht, wodurch die Ansteuerung 
meherere Larnpen, deren Wartung etc. Entfallt bzw. nur auf*eineeinzige (Ichtquelle 
beschrankt werdenkannr, v - 3 * . 

Es kann gunstig sein; daft falls die RMiprufanlage einen Prozessor bspw. zur Steue- 
rung der Einrichtungen zur optischen Bildverarbeitung aufweist, dieser auch die LED- 
Energieversorgung steuert 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausfuhrungsbeispiels, auf 
das sie aber keinieswegs eingesjchFankt ist, sowie anhand der begSeitenden Zeichnung 
naher erlautert; Dabei zeigt :.: r / 

Fig. 1 a schematisch den Ablauf eines Riliprufverfahrens; 

Fig. 1 b eine erste AusfGhrungsfornrveiner erfin<dungsgemalien Riliprufanlage zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach Fig;. 1a; und 

Fig. 2 eine zweite Ausfuhrungsform einer erfindungsgemalien Riliprufanlage fur das 
Magnetpulververfahren. 

Erstes Ausfuhrunosbeispiel - Rilip rufanlage nach dem Farbeindrinqverfahren 

Beim Rifiprufverfahren nach der Farbeindringmethode wird - wie in Fig. la gezeigt - ein 
- meist nicht ferritisches - Priifteil, bspw. ein Aluminium- Oder Magnesiumteil aber auch 
ein Keramikteil, gereinigt, ggf. gebeizt und getrocknet und sodann mit dem Prufmittel - 
auch als Farbeindringmittel bezeichnet - behandelt. Das uberschussige Far- 
beindringmittel wird nach einem bestimmten Zeitraum abgenommen, das Werkstuck 
zwischengereinigt und sodann mit einer Entwicklerlosung behandelt. Nach der 
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Entwicklungszeit wird das Werkstuck ggf. getrpcknet und inspiziert und eine Aussage 
uber die Fehlerhaftigkeit des Werkstiickes getroffen : d|e;ggf, r auch dokumentiert wird. 

Dabei wird - wie in Fig. 1b gezeigt - ein entwickeltes Werkstuck 10 als Priifling in eine 
Prufstation gefuhrt, in der durch Spruhdusen 13 das Farbeihdringmittel aus einem 
Farbeindringmitteltank 12 aufgebracht wird - dies ist lediglich beispielhaft dargestellt - 
tatsachlich durchlauft der Priifling mehrere Stationen, in denen er mit Reinigungs- und 
Beizlosungen sowie Entwicklerlfisungen und Farblosungen behandelt wird, die hier 
nieht dargestellt sind. . 5 1 * 

Dort wird das Prufmittel auf Funktiohsfahigkeit uberpoifi und es kann ggf. Farbstoff od. 
dgl. in den Tank 12 haichdosiert werden,' falls dies riotWendig ist. 

Aus ieinem Vorratsbehalter 12 wirii uber eine Zufuhrleitung mittels Spriih-kopfen 13 
Prufflussigkeit 13a, die der Markierung der Oberflachenfehler dient, zugefiihrt und uber 
die Oberflache des Werkstiickes 10 zerstaubt. Die Prufflussigkeit verteilt sich nun auf 
dem Werkstuck, wobei sich die Farbstoff-Partikel » wie alsiphysikalisches Phanomen 
allgemein bekannt - durch die Obertfaehehsparinuhg an Rissen konzentrieren. An 
diesen Stellen findet sich dann eine erhohie Partikelkonzentrationi Die uberflussige 
Prufflussigkeit wird, bspw. durch Abwischen, entfemt. AnschlielJend wird der Priifling 
mit einer Entwicklerflussigkeit bearbeitet. Nach Verstreichen einer - experimentell fur 
jede Priifanordnung und Pruflinge zu bestimmeiiden Entwicklungszeit wird dann durch 
eine Lampe - hier eine LED 1 1 - die Oberflache des Werkstucks 10 bestrahlt, dadurch 
der Kontrast der Pruffliissigkeitspartikel erhoht und die im Bereich der 
Oberflachenrisse sich anreichernden Farbstoffpartikelchen beobachtet bzw. deren 
inhomogene Anordnung ausgewertet. Zur Funktlonssicherheit der Anlage kann eine 
Selbstuberprufungseinrichtung zur Kontrolie bzw. SelbstkontroNe zugehoriger 
Arbeitsparameier d. h. die Einhaltung der jeweiligen Betriebsgroden innerhalb der 
vorgeschriebenen Werteintervalle vorgesehen seen, die dann, wenn die Mefiwerte sich 
aulierhalb eines erwunschten Mefcwertbereiches befinden, innerhalb bestimmter 
Grenzen nachregeln kann, dadurch kann unndtige Materialverschwendung, wie sie 
durch vorzeitigen Ersatz des Markierungsmittels 

auftritt, vermieden werden. Dadurch erhoht sich die Standzeit der Prufanlage 
betrachtlich, sie kann langer unterbrechungsfrei laufen und die damit 
zusammenhangenden Betriebskosten, als auch die fur Material und Energie werden 
darausfolgend ebenfalls abgesenkt. Die Selbstuberprufungseinrichtung ist hier an eine 
Dokumentationseinrichtung 30, einen Drucker, angeschlossen, in der sie Prufprotokolle 
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ersteilt, anhand derer die 1 Furiktionsfahigkeit der Arilage nachgewiesen werden kann. 
Selbstverstandlich ist die Dbkumentationseinrichtung nicht auf Drucker beschrSnkt - es 
konnen stattdessen optische Datentrager, wie CD-Rom, gebrannt werden Oder aber es 
kann eine Speicherung auf .anderen magnetisch-optischen Tragern erfolgen, wie dies 
in der EP-A-0831321 beschrieben ist. 

Die gegenstandliche Erfassung und Ausgabe der Meliwerte der MefJeinheiten kann, 
wie etnzeln fur sich bekannt, wie folgt erfolgen: Qie Uberwachung der 
Funktionsfahigkeit der MefJeinheit 14 kann zusatzlich auch noch mit Hilfe eines 
Testkorpers ausgefuhrt werden, der einen Testrift aufweist, wie in der DE-A-3804054 
beschrieben Bevorzugt ist die automatische Mefieinheit 17 fur das Prufmittel eine 
automatisierte "ASTM-Birne", wie in der EPA-0788598 beschrieben. 

Zweites Ausfuhrunasbeispiel - Riftprufanlage nach dem Magnetpulverfahren 

Bei einer automatischen Fehlererkennungsanlage fur die Riliprufung bei In-Prozeli- 
Kontrolle uber Bildverarbettung nach dem Magnetpulververfahren werden durch uber 
FluoreszenzanregungspLED zur Fluoreszenz veranlaflte Bereiche hoherer 
Konzentration fluoreszenzfahiger magnetisierbarer Partitel auf WorkstQcken ermittelt; 
wobei diese: ein Oder mehreren Bildaufnahmeeinheiten; eine Rrufmittel-Auftrageanlage 
und eine Bildverarbeitungseinheit, die zur Auswertung von mit den 
Bildaufnahmeeinheiten aufgenommeneo Bildeinheiten durch Abtasten und Erkennen 
von helleren Bereichen und zur Ausgabe verschiedenex Signale aufgrund der 
Auswertungslogik geeignet ist. - y ^'iiy 3 . 

Automatisierte optische Fehlererkehnung bei derMagnetpulver-prufung in 
Produktionsanlagen, die standig zu uberpriifende Werkstiicke harstellen, wie bspw. 
Strangguftanlagen, Drahtendenpriifungen odef: dergleichen ist bekannt. Bilder von 
Werkstucken mit Fluoreszenzfarbstoffen werden bereits durch sogenannte optische 
Bilderkennung ausgewertet, wobei die durch das an sich bekannte Magnetpulverfahren 
sichtbar gemachten Fehler durch ein-optisches Abtast- und Bilderkennungsverfahren 
erkannt und mit einer abgespeicherten Fehlsrlogik verglichen werden. 

Bei Pruflingen mit Kanten, Bohrungen etc (agert sich Prufmittel an Kanten ab. Das 
bedeutet, daft das Prufen mit der Kamera, im Vergleich zur Anzeigenauswertung mit 
dem Auge, nur uber Fensterbildung moglich ist. Es entfallt somit die durch den 
Menschen mogliche "ganzheitliche Betrachtung" des Priiflings und in der Regel wird 
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uber Fenster nur der sicherheitsrelevante Teil bewertet. Zur Minimierung der durch die 
gesetzten Pruffenster nicht gepriiften Oberflachen ist eine sehr exakte 
Prtiflingspositionierung vor der Kamera notwendig. Fertigungstoleranzen und 
Positionierungstoleranzen fuhren dazu, daft haufig bei Prufmustern nur etwa 80 - 85 % 
der sicherheitsrelevanten Prufflache geprtift werden kann.- 

Durch die Auswertung der Rissfehleranzeige mit Kameras werden Probleme der 
Rissgeometriezuordnung zur Anzeigenintensitat und zur Raupengrofte nicht gelost. 
Die Kamera unterscheidet nur Helligkeitsunterschiede und deswegen sind alle 
Parameter, die die Helligkeit beeinflussen, in die Rissfehlerreproduzierbarkeit 
einzubeziehen: c , i : 

: Vorteiihafterweise konnen die Bildaufnahmeeinheiten Kameras, bevorzugt 
Videokameras, sein. Es konnen aber auch andere Erkennungseinrichtungen, wie 
bspw. Diodenfelder, Photomultipiieranordnungen etc. eingesetzt werden. 

Bevorzugt erfolgt die optische Biidyerarbeitung im System durch Setzen von Fenstern, 
Abtasten des Fensters durch.die Bildauswerteeinhpit sowie dse Verarbeitung der 
daraus erhaltenen<Daten in einem Rechnei;. <-;.*-- ^ c \ 

Dabei ist es moglich daft uber die Signale des; Rechners die Anlage 
angehalten/abgestellt wird. » >- . : ■ . 



Wie aus Fig. 2 ersichtiich, werden WerkstQcke bei dem automatischen 
RilJprufverfahren zunachst in einer Beschichtungsanlage (Tauch- oder Spruhanlage, 
ggf. mit Ultraschallbehandlung) mit Riftprufmittel behandeit RilSpriifmittel ist 
ublicherweise eine Suspension eines magnetisierbaren, bev. ferromagnetischen 
fluoreszenzfahigen partikelformigen Materials, in die das Werkstuck getaucht wird oder 
dieauf das Werkstuck aufgespruht wird. 

Nach Aufbringen des Riftprufmittels wird das Werkstuck mit Strom beaufschlagt, 
wodurch sich ein Magnetfeld ausbildet, in dem sich die ferromagnetischen Partikel 
ausrichten. Aufgrund bekannter physikaiischer Phanomene werden dabei an Spitzen 
und Kanten erhohte Partikelkonzentrationen aufgefunden, die dazu fuhren, dad die 
Partikel sich nicht nur an den Kanten des Werkstucks, sondern auch an Rilikanten 
oder Spitzen/Graten von Fehlern im Werkstuck, die auch als Kanten wirken ansam- 
meln. Die so beschichteten Teile werden sodann durch ein LED bestrahlt, wobei die 
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Bereiche erhohfer Partikelkortzentration heller durch Fluoreszenz erstrahlen, als die 
normaien Metanflacheri:" ; 

Die Fluoreszerizbilder werden durch eine optische Erkennung aufgenommen - 
entweder nach einerh vdrherbestimmten Muster abgetastet oder als Ganzes 
aufgenommen und das Bild anschlieftend ausgewertet. 

Das Ergebnis dieser Biidaufzeichnung wird sodann in einen Rechner geleitet, der diese 
Aufzeichnung mit abgespeicherten- Werten vergleicht und aufgrund eines Programms 
Meldungen iiber das WerkstOck herausgibt; die zur Bewertung des Werkstucks fuhren 
konnen. Der Rechner erhalt nun erfindungsgemaB aiich Daten von der 
Oberprufungsanlage selbst, namlich von einer Prufmitteluberwachungsanlage uber die 
Funktionsfahigkeit des Prufmittels, von einer Beleuchtungsuberprufung iiber die Funk- 
tion der Beleuchtuhg, bspW; der LED; von der Magnetisierungsstatiori uber den 
Stromdurchgang und 'uber das vom Werkstuck aufgebaute Magnetfeld; von der Opt. 
Erkennung iiber desseh Funktton (ggf ;:Focusi Entfernung zurrvMefiobjekt, Funk- 
tionsfahigkeit der Kamera). Diese Signale konnen einzeln oder gemeinsam zu einem 
Protokoll verarbeitef werderv; das ggf ; als Prufprotokoll auf einem Drucker oder einem 
anderen Meditirrt, als F^^iier^Usgegebeh werden kann. Durch dieses Prfifprotokoll ist 
jederzeit die Funktion der Anlage zubestimrnten ZeiteriQbelegban. 

Die vom Rechner erstellterr; Signale konnen zu einerWerkstuckzufuhrung gesendet 
werden, urn die Werkstuckzufuhrung anzuhalten oder die Anlage abzustellen. Es ist 
auch moglich, diese Signale speziell zum Nachregeln von Anlagenparametern zu ver- 
wenden, wie bspw. -Einstellen des Focus der Biidaufnahmeeinrichtung oder der 
geometrischen Anordnung derselben^Nachliefem von neuem Riftprufmittel, falls das 
alte verbraucht ist, Nachregeln des dtirch das Werkstuck.verlaufenden Stroms; etc. 

Dadurchy dali rilin erstmals eine Erfassung der Riftuberprufungsanlage selbst erfolgt, 
arbeitet diese zuverlassiger und prSziser als bisher undidie Reproduzierbarkeit der 
Meftwerte ist gewahrleistet. 

Eirie stahdige KorltroHe der Anlage kann auch (ggf, gleichzeiiig);Ober auf Monitoren 
ausgfegebene Ubenwaibhiingsdaten, die von einer Bedienuhgsperson uberwacht 
werden, die sodann Mafinahmen ergreifen kann, erfolgen 

Dabei konnen verschiedene Oberwachungsparameter ermittelt und an den Rechner 
ubermittelt werden. 
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So wird erfindungsgemali eine Vereinfachung und Verbesserung gattungsgemafJOer 
Anlagen ermoglicht, wodurch ein verbessertesAnlagenverhalten ohne aufwendige 
externe Stromversorgungssteuerung der Lampen, teure elektronische Oberwachung 
mit Lampensensoren und auch eine Verkleinerung von Anlagenabmessungen moglich 
ist. r 

Obwohl die Erfindung anhand bevorzugter Ausftihrungsbeispiele erlautert wurde, ist 
sie keineswegs auf diese beschrankt, sondern bezieht sich auch auf die dem Fach- 
mann gelauflgen Abwandlungen, wie sie durch den Schutzbereich der Anspruche de- 
finiert sind. 
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Anspruche 

1 . Riliprufanlage fiach dem Farbeindringverfahren oder fur magnetische Riliprufung, 
mit einer Belechtungseinrichtung, Prufmittelaufbringeinrichtung und Auswertstation, 
gekenrizeichnet durch iichtemittierende Dioden (LED) als Beleuchtungseinrichtungen. 

2. Riliprufanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafi die LED im Bereich 
von 200 bis 970 nm emittieren. 

3: Riliprufanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch yekennzeichnet, dali die LED- 
Spannung moduliert Wird: * • : ■ l: 1 -v:-. - ^ ** ^ 

4. Riliprufanlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dafi die LED an LWL optisch gekoppelt sind, die das Beleuchtungslicht in der 
Anlage leiten. 

5. Riliprufanlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dali sie einen Prozessor zur Steuerung der Einrichtungen zur optischen Bildver- 
arbeitung aufweist, der auch die LED-Energieversorgung steuert. 
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[beim Internationalen Buro am 18. Ouli 2000 (18.07.00) eingegangen; 
ursprunglicher Anspriich Z gestrichen; ursprunglicher Anspruch 1 geandert; 
ursprungl iche Anspruche 3-5 umnumeriert als Anspruche 2-4; 
alle weiteren Anspruche unverandert (1 Seite)] 

1. Riliprufanlage nach dem Farbeindringverfahren cd§r fur magnetische Riliprufung, 
mit einer Belechtungseinrichtung, Prufmitteiaufbringeinrichtung und Auswertstation, 
gekennzeichnet durch lichtemittierende Dioden (LED) als Beieuchtungseinrichtungen, 
die im Bereich von 200 bis 520 nm emittieren. 

2. Riliprufanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die LED-Spannung 
moduiiert wird. 

3. Riliprufanlage nach einem tler vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daft dte LED an LWLoptisch gekoppeltsind, die" das Beleuchtungslicht in der 
Anlage leiten. ; •• •„ 

4. Riliprufanlage nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, daft sie einen Prozessor zur Steuerung der Einrichtungen zur optsschen Bildver- 
arbeitung aufweist, der auch die LED-Energieiversdrgung steuort. ^ : . 
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IN ARTIKEL 19 GENANNTE ERKLARUNG 

Zu den im -RecherchenberiGhtermittelten, mit „X" klassifizierten Dokumenten: 

Die US 5554 318 A (KIPPER JUERGEN DR et al.) wird als nachstliegender Stand der Tech- 
nik betrachtet, da sie bereits halbleitende Dioden bzw. Halbleiterlaser als Lichtquellen fur die 
Rilipriifung erwagt. Gegenuber diesem Stand der Technik ist der neue Anspruch 1 nun ab- 
gegrenzt worden, da er sich nun auf einen Wellenlangenbereich bezieht, der in dieser 
Druckschrift als unbrauchbar weggelassen wurde (s. Sp. 8, Z. 60 - 68). Demzu^olge wurde 
dem Fachmann aus dieser Entgegenhaltung keinerlei Anregung gegeben, Dioden mit derar- 
tig kurzen Wellenlangen zur Anregung in^eirieF Rilipriifaniage zuverwenden - er wurde gera- 
dezu davon weggeleitet, denn er.muftte aufgrund der Lehre dieser Drucksehrift dayon aus- 
gehen, daB mit anderen Wellenlangen keine Anregung moglich ist. 

Gerade durch die kurzweHige Anregung kojjnen nun andere Farbstoffe angeregt werden, 
wobei St6rlichtquelJen,ydte m^§tiin eine.n); erh!Bblicb langerwelligen Bereich emittieren, nicht 
zu Fehlanzeigen fuhr@o^Qnnerv : Bek^nntjich ist . das kurzweHige Spektrum herkommlicher 
Lampen nach einiger Brenndauer praktisch nicht mehr vorhanden, sodaS durch diese Lam- 
pen keine Storstrahlung emittiert wird, Durch die kurzweHige Anregungswellenlange kann 
somit eine erheblich bessere Spezifitat der Anregung sichergestellt werden, als bisher mog- 
lich, da der bekannte Anregungs-Wellenlangenbereich im Sichtbaren liegt und somit durch 
Tageslicht und Lampen mit einem Emissionsspektrum, das praktisch im Tageslichtbereich 
verlauft, gestort wird. Durch die erfindungsgemaBe Auswahl des Wellenlangenbereichs ist 
es nun moglich, spezifischer Farbstoffe anzuregen, ais beim Stand der Technik moglich. 

Die DE-A-24 17 232 betrifft allgemein RiBprufeinrichtungen - aber nicht mit LED: Dadurch, 
daB nun erfindungsgemaB LEDs eingesetzt werden, ist eine erhebliche Verkleinerung und 
speziell in der Ausfuhrungsform mit Lichtwellenleitern, die eine Beleuchtung von bisher mit 
normalen Lampen bzw. LEDs unzuganglichen Stellen ermoglichen, durchfuhrbar. 

US 5 1 15 136 (OLYMPUS) beschreibt uber Lichtwellenleiter gekoppelte Endoskope, die 
RiBprufmittel-Fluoreszenz beobachten konnen -allerdings nur mittels herkommlicher Anre- 
gung - nicht im kurzwelligen UV-Bereich, wie erfindungsgemaB vorgeschtagen. 

Die EP 0831 321 (TIEDE) bezieht sich allgemein auf RiBprufanlagen - gibt aber keinen Hin- 
weis auf spezielle LEDs im erfindungsgemaBen Wellenlangenbereich. 
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Auch eine Kombination der aufgefundenen Druckschriften fuhrt nicht zur Erfindung, da der 
Fachmann aufgrund der US 5,553,318, die ais einzige Leuchtdioden als Lichtquellen vor- 
schiagt, davon ausgeht, daft der dort genannte Wellenlangenbereich als einziger geeignet 
sei und keinerlei Anlali dazu hat, einen anderen Bereich anzuWenden. ' 
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